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Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis techniczny spektrometr FTIR z przystawką mikroskopową

	Zakres spektralny
	min. 350 – 7800 cm-1

	Detektor
	DLaTGS na zakres min. 350-7800 cm-1 z okienkiem KRS-5,termostatowany peltier

	Beamsplitter
	Ge/KBr zakres min. 350-7800 cm-1

	Rozdzielczość
	min. 0.4 cm-1

	Precyzja liczby falowej:
	0.0005 cm-1

	Stosunek sygnału do szumu
	większy niż 35 000:1

	Dokładność fotometryczna
	min. 0.1 % T

	Komora pomiarowa
	Komora pomiarowa z wyposażeniem umożliwiającym mocowanie standardowych akcesoriów transmisyjnych 2x3”; o wymiarach nie mniejszych niż: 200x185x150 mm (szer x dł x wysokość). W zestawie uchy magnetyczny do pastylek i folii. Komora pomiarowa bez okienek, z układem przedmuchu.

	Interferometr
	Interferometr oparty na lustrach kubicznych, z funkcją DSP i możliwością automatycznej optymalizacji na maksimum sygnału. Komora interferometru, szczelna, osuszana przez wymienne wkłady osuszające i trwale odizolowana od układu pomiarowego i reszty optyki przez demontowane okienko/ka KRS5. Wkłady osuszające z możliwością regeneracji. 

	Laser
	Spektrometr musi być wyposażony w laser diodowy klasy VCSEL o przedłużonej żywotności.

	Źródło IR
	Źródło IR o długim okresie żywotności, ceramiczne

	Walidacja
	Spektrometr wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru. 
Koło walidacyjne wyposażone w certyfikowany wzorzec polistyrenowy.

	System antywibracyjny
	System zapewniający odporność na wibracje i wstrząsy oparty na nóżkach antywibracyjnyc spektromeru.

	Inne
	- możliwość rozbudowy spektrometru o min. jeden dodatkowy detektor MCT
- możliwość rozbudowy o funkcję RapidScan
możliwość rozbudowy o układ z mikroskop IR wyposażonego we własny układ detektorów (przynajmniej trzy), umożliwiający pomiary transmisyjne, refleksyjne, ATR, obrazowanie i mapowanie (w zależności od konfiguracji)

	Komputer PC
	W zestawie komputer PC o parametrach nie gorszych niż:
•	procesor min 4,5 GHz w trybie Turbo Boost, 10 rdzeni/20 wątków,
•	dysk: 256 GB SSD + 1 TB HDD,
•	pamięć operacyjna min. 8 GB,
•	system operacyjny w pełni kompatybilny z oprogramowaniem spektrofotometru,
•	klawiatura, mysz.
2.	dwa monitory o przekątnej min. 23” i rozdzielczości FullHD

	Przystawka mikroskopowa
	Przystawka mikroskopowa umieszczana w komorze pomiarowej o parametrach nie gorszych niż:
- tryby pomiarowe transmisja, refleksja i ATR
- obiektyw IR 7.45X Schwartzschild, N.A. 0.64
- obiektyw ATR Ge, 100 um,
- stolik ręczny ruchomy w płaszczyznach X-Y-Z. Zakres  ruchu stolika X-Y 20x50 mm
-pomiar IR/obraz VIS: optyka dichroiczna zapewniająca pomiar próbki bez konieczności przełączania się między IR/Vis. Obraz widzialny dostępny ciągle w trakcie pomiaru próbki.
- obszar pomiarowy: zmienna przysłona szklana X, Y, θ do pomiarów próbek w transmisji, przysłona typu pinhole do pomiarów odbiciowych.
- oświetlenie VIS: typu Köhler, o zmiennej intensywności, min. 50 wat
- triokular: z podłączeniem do kamery VIS oraz z podwójnym okularem min. 10x, kamera USB 
- obszar obserwacji 1600 um
- kontrast obszaru VIS lepiej niż 1 um
- wyposażenie do przedmuchu

	Wymagane oprogramowanie 
	Program obsługi spektrometru zapewniający min.:
· przechowywanie parametrów, wyświetlanie widma w czasie rzeczywistym, obsługa wielozadaniowa, funkcje powiększania, funkcje śledzenia, wygładzanie, korektę linii bazowej, kompensację pasma CO2 i pary wodnej, korekta ATR, wyszukiwanie pików, wysokość piku, całkowanie, operacje arytmetyczne, pochodne, konwersja % T/Abs, konwersja KM i KK, automatyczne odejmowanie widma, konwersja JCAMP i ASCII; edycję formatu raportu.
· tworzenie procedur pomiarowych umożliwiając automatyzację pomiarów, analiz ilościowych, porównawczych i przeszukiwania bibliotek  
· moduł przeszukiwania biblioteki zapewniający min. innymi analizę grup funkcyjnych, rysowanie struktur chemicznych, generowania raportów
· bibliotekę lub biblioteki z min. 16500 widm substancji chemicznych w tym dedykowana biblioteka typu Dyes, Pigments and Stains z min. 3500 widm. 

	Inne wymagania
	· Przyrząd fabrycznie nowy
· Urządzenie posiadające certyfikat CE
· Minimum 24 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu,
· Minimum 5 lat gwarancji na ruchome części interferometru,
· Minimum 5 lat gwarancji na laser,
· Minimum 5 lat gwarancji na źródło IR,
· [bookmark: _Hlk207272199]Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktaż z obsługi sprzętu dla pracowników
· Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
· Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.





II. Opis techniczny Spektrometr UV-VIS-IR

Spektrofotometr:
1. Zakres spektralny nie mniejszym niż 195-2600 nm,
1. Układ optyczny dwuwiązkowy,
1. Źródło promieniowania: lampa deuterowa dla zakresu UV i halogenowa dla zakresu VIS i NIR,
1. Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana lampy w zakresie nie mniejszym niż: 335 – 345 nm,
1. Przynajmniej dwa typy detektorów: fotopowielacz dla zakresu UV i VIS oraz PbS chłodzony elementem Peltiera dla zakresu NIR,
1. Możliwość wyboru z poziomu oprogramowania długości fali, przy której następuje automatyczna zmiana detektora i siatki dyfrakcyjnej w zakresie nie mniejszym niż: 760 - 860 nm,
1. Regulowana szerokość szczeliny spektrofotometru:
· UV-VIS w zakresie nie mniejszym niż 0,2-10 nm,
· NIR w zakresie nie mniejszym niż 0,8-40 nm,
1. Specjalne tryby szczelin do pomiarów w trybie niskiego rozproszenia światła,
1. Zakres fotometryczny nie gorszy niż: -4 do 4 AU (zakres UV/VIS) oraz -3 do 3 AU (zakres NIR),
1. Dokładność fotometryczna nie gorsza niż: ±0,0025 AU (0 do 1 AU),
1. Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż: ±0,0005 AU (0 do 0,5 AU), ±0,0005 AU (0,5 do 1 AU),
1. Dokładność długości fali nie gorsza niż: 
0. ±0,3 nm (mierzona dla piku 656,1 nm),
0. ±1,5 nm (mierzona dla piku 1312,2 nm),
1. Powtarzalność długości fali nie gorsza niż: ±0,1 nm (zakres UV/VIS), ±0,2 nm (zakres NIR),
1. Prędkość przechodzenia do wybranej długości fali nie mniejsza niż: 12 000 nm/min dla zakresu UV/VIS oraz 40 000 nm/min dla zakresu NIR,
1. Szybkość skanowania regulowana w zakresie nie mniejszym niż: 10-4000 nm/min,
1. Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż: ±0,0004 AU/h,
1. Światło rozproszone nie większe niż:  0,005% przy 220 nm,
1. Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanych akcesoriów,
1. Spektrofotometr wyposażony w dedykowany przycisk do szybkich pomiarów seryjnych,
1. Certyfikaty ISO oraz CE,
1. Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim,
1. Wymagany montaż i uruchomienie urządzenia wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktarz z obsługi sprzętu dla pracowników
1. Minimum 24 miesiące gwarancji
1. Autoryzowany serwis producenta na terenie kraju.
1. Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.
Przenośna sfera całkująca:
1. Przenośna sfera całkująca pokryta siarczanem baru do pomiarów próbek stałych z wbudowanymi dwoma detektorami: fotopowielaczem dla zakresu UV i VIS oraz detektorem PbS dla zakresu NIR, umożliwiająca pomiary poza komorą pomiarową.
1. Zakres pracy kuli całkującej nie mniej niż: 255-1900 nm,
1. Średnica kuli całkującej nie mniejsza niż: 55 mm i nie większa niż 80 mm,
1. Światłowód do podłączenia sfery całkującej ze spektrofotometrem o długości w zakresie 90-110 cm.

Jednostka sterująca:
1. komputer klasy PC o parametrach nie gorszych niż:
0. procesor min 4,5 GHz w trybie Turbo Boost, 10 rdzeni/20 wątków,
0. dysk: 256 GB SSD + 1 TB HDD,
0. pamięć operacyjna min. 8 GB,
0. system operacyjny w pełni kompatybilny z oprogramowaniem spektrofotometru,
0. klawiatura, mysz.
1. monitor o przekątnej min. 23” i rozdzielczości FullHD


Oprogramowanie sterujące i analityczne o następujących funkcjach:

1. sterowanie spektrofotometrem, testowanie aparatu, funkcje kalibracyjne,
1. wykonywanie pomiarów transmitancji, absorbancji, reflektancji,
1. wykonywanie pomiarów analizy ilościowej z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej,
1. skanowanie widma próbki w dowolnie wybranym zakresie spektralnym,
1. pomiar jednej próbki przy kilku wybranych długościach fali (minimum 8),
1. zintegrowany system wyszukiwania i podglądu zapisanych widm,
1. analiza danych - obróbka widm (wyszukiwanie pików, funkcje matematyczne, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej),
1. zintegrowany moduł do tworzenia prezentacji zapisanych danych,
1. licencja producenta upoważniająca do korzystania z oprogramowania analitycznego na wielu stanowiskach,
1. program walidacyjny umożliwiający szybkie sprawdzanie najważniejszych parametrów pomiarowych spektrofotometru (dokładność długości fali, dokładność fotometryczna, stabilność, poziom szumów itp.),
1. Kompatybilność z programami pracującymi na plikach o rozszerzeniu JWS.
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